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； 
I I はじめに

I 走査型プローブ顕微鏡 ( scanning-

I probe microscopy: SPM)は
言
＇原子間力顕 微 鏡 （at omic-force
目

I microscopy : AFM) を礎として
言
I 発展した表面の極微細な構造や各種＇ 
［の物性を測定することができる装置
目
＇です。
i 光を用いる光学顕微鏡 やレーザ顕
I 微鏡、雷子を用いる雷子顕微鏡に対
I してAFM はシリコン等で作られた
＇極微細な針（探針、プロ ーブ）を用
［ 
至
＇いて表面を走査することで凹凸形状
1の像を得ます。つまり、AFM は極
I 微小部用の触針式三次元粗さ計の一

I 種と言えます。1枚の画像の走査範
l 囲は数十 µ m 角～数十 nm 角 まで可
i変であり、倍率にすると 数千倍～
＇ 

［数百万倍の範囲に相当します。
i このAFMの応用として、プロ ー

［ブに働く様々な力を検出して走査範
目

I 囲内の分布像を得る分析装置が開発＇ 
iされました。例えば、プロ ーブに
目

I働く粘弾性力を検出して画像化する

＇ 
＇位相像、磁気力を検出して画像化す
！る磁気力顕微鏡 (magnetic-force

目
! microscopy : MFM)、 摩 擦 力 を
臣
［検出して画像化する摩擦力顕微鏡
至

I (frictional-force microscopy : 
[ 

I FFM)、表面電位を検出して画像化
目

！する表面電位顕微鏡 (Kelvin-probe

I force microscopy: KPFM) など、
＇ 

［数え方によっては100 種類以上とも
目

I 言われる測定手法があります。これ

旨
l らはいすれもプロ ーブを用いて表面
I を走査することで像を得る点が共通
l 

．

 

t わ和七に一

していることから、走査型 プロ ーブ
顕微鏡と呼ばれています。

今回は昨年導入したSPMの中で
も中型機に分類される装置での測定
例をこ紹介致します。

装置仕様

走査型プロ ー ブ顕微鏡
B立）＼イテクサイIツス嬰：AFM5500M

最大走査範囲： 200 µm x 200 µm

最大試料サイズ：直径100mm

高さ20mm

重量2 kg 

測 定環境：大気中、常温

レーザ受光部

町に装置の概念図を示します。 1
試料はモータ ー駆動のステー ジの上 l
に固定 され、その真上からプロ ― 三＇

ブが 試料に接近しま百。図 2 に示
しますように、プロ ーブ は支持基
板に取り付けられたカンチレバ ー

(cantilever :片持ち梁）と呼ばれ
る部分の先端付近に付いています。
プロ ーブに働く力は、多くの測定
モー ドで はカンチレバーの反りや共
振周波数の変動として現れ、カンチ
レバーの裏面に当 てたレ ーザにより
検出されます。試料表面の走査には
XYZ軸駆動の圧電素子が用いられ
ます。

XYZ軸駆動
圧電素子

/-ご三
試料ステージ

プロ ーブ

図1装置概念図

カンチレバー

固2プロ ーブとカンチレバー
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